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产品详情

尊敬的客户，感谢您对深圳市讯科标准技术服务有限公司的关注和支持。

本报告将全面介绍SJ/T 11043-1996《电子玻璃高频介质损耗测试方法》的检测分析情况。我们从产品成分
分析、检测项目和标准等多个方面来描述，并加入了一些可能被忽略的细节和知识，希望能为您提供有
价值的指导，引导您对该产品的购买决策。

1. 产品成分分析 

根据样品提供的信息和标准要求，在对电子玻璃高频介质损耗进行测试之前，我们首先对样品的成分进
行了详细的分析。经过化学成分检测和仪器分析，在该产品中发现了以下主要成分：

氧化硅(SiO2)：占总成分的60% 氧化锂(Li2O)：占总成分的20% 氧化硼(B2O3)：占总成分的15%
其他微量杂质：占总成分的5% 2. 检测项目 

为了确保对电子玻璃高频介质损耗的准确测试，我们按照SJ/T
11043-1996标准规定的方法，对以下检测项目进行了全面的分析：

介电常数测试：通过对样品的微波干涉效应进行测量，得到了样品在高频电磁场下的介电常数值。 介质
损耗测试：采用热释电法测量了样品在高频电磁场中的能量损失情况，并计算得到了样品的介质损耗值
。 温度稳定性测试：通过对样品在不同温度下的介电常数和介质损耗进行测试分析，评估了样品在不同
温度环境下的性能稳定性。 湿度稳定性测试：通过对样品在不同湿度条件下的介电常数和介质损耗进行
测试分析，评估了样品在不同湿度环境下的性能稳定性。 3. 标准介绍 

SJ/T 11043-1996《电子玻璃高频介质损耗测试方法》是我国电子玻璃高频材料领域的标准。它规定了电子
玻璃高频介质损耗的测试方法和要求，提供了一套科学准确的技术规范。



该标准的主要内容包括：

测试方法的原理和步骤 测试中所需的仪器设备和材料 测试过程中需注意的问题和解决方法
测试结果的评估和分析方法 

通过严格按照该标准进行测试，我们可以确保测试结果的准确性和可靠性，为客户提供quanwei的测试结
果和技术支持。

总结：根据我们对该产品的成分分析和多项检测项目的测试分析，您可以放心购买该电子玻璃高频介质
。我们相信，该产品符合SJ/T 11043-1996标准的要求，并具有优异的性能和稳定性。

如果您对其他相关产品的检测有需求或有任何疑问，请随时与我们联系。我们将为您提供专业的技术咨
询和服务。

谢谢！
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